Introduccion a la microscopia de efecto tunel (STM) y la
microscopia electronica de barrido (SEM)

Conferenciantes:
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Lunes, 22 de enero de 2007 a las 18 horas.
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En espaiol, una hora aproximadamente

1.- Principios basicos

2.- Teoria de STM

3.- Disefo y propiedades del experimento

4.- Grabacion y analisis de imagenes en STM
5.- STM: posibilidades y fronteras

6.- Diferencias con SEM

7.-SEM de las transformaciones reconstructivas en la mica muscovita
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